Оборудование
1. Дифрактометр рентгеновский ДРОН-3

1. Фото
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2. Производитель  завод «Буревестник», г. Ленинград
3. Год выпуска   1980
4. Заводской номер  274
5. Назначение и область применения 

Аппарат рентгеновский стационарный Дрон-3 предназначен для широкого круга рентгеноструктурных исследований различных материалов при следующих климатических условиях

температуре окружающей среды от плюс 10 до плюс 35 (С;

относительной влажности до 80% при 25(С и 

атмосферном давлении 84-107 кПа.

Аппарат имеет возможность управления от электронно-вычислительных машин с сопряжением 2К или других ЭВМ через дополнительный интерфейс.

Приставки, входящие в комплект аппарата, позволяют проводить исследование структуры кристаллических и аморфных материалов:

- прецизионное определение параметров решетки кристаллических веществ;

- определение размеров кристаллитов;

- изучение напряженного состояния вещества (напряжения I и II рода);

- исследование текстур;

- качественный и количественный фазовый анализ;

- изучение структурных изменений, происходящих в деформированных металлах при нагреве;

- определение аморфности вещества.

6. Основные технические характеристики оборудования 
– Аппарат обеспечивает работу с рентгеновскими трубками 1,2 БСВ 22-Мо; 1,5 БСВ 23-Cu, 1,6 БСВ 24-Co, 2,0 БСВ 24-Сu;

– Мощность, потребляемая аппаратом – не более 6,0 кВт;

– Мощность рентгеновского питающего устройства – 3,0 кВт;

– Номинальное значение высокого напряжения – 50 кВ;

– Номинальное значение анодного тока – 60 мА;

– Радиус гониометрического устройства – 192 мм;

– Диапазон углов перемещения детектора (углов дифракции) от 1 до плюс 166( (против часовой стрелки) и от 0 до минус 100( (по часовой стрелке);

– Шаги перемещения детектора при ступенчатом режиме: 0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20; 0,50; 1,00(;

– Потери счёта квантов рентгеновского излучения не превышают 1,5% при скорости счёта 10000 с–1;

– Скорости вращения детектора 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16(/мин;

– Питание аппарата осуществляется от трёхфазной сети переменного тока частотой 50 ( 1 Гц, напряжением 380/220 В с допустимым отклонением ( 10% от номинального значения;

– Масса аппарата – не более 1200 кг;

– Установочная площадь аппарата – 10 м2;

– Габаритные размеры стойки дифрактометрической, мм 1075x665x505.

7. Модификация (комплектация) расширенная
21. Дифрактометр рентгеновский ДРОН-6

1. Фото
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2. Производитель  НПП «Буревестник», г. Санкт-Петербург
3. Год выпуска   декабрь 2002
4. Заводской номер  21
5. Назначение и область применения 

Дифрактометр рентгеновский ДРОН-6 представляет собой стационарный дифрактометр общего назначения, предназначенный для проведения широкого круга рентгеноструктурных исследований различных кристаллических и аморфных материалов в лабораториях промышленных предприятий и научно-исследовательских учреждений и других организациях.  

Дифрактометр позволяет выполнить следующие исследования структуры материалов:

- прецизионное определение параметров решетки кристаллических веществ;

- определение размеров кристаллитов;

- изучение напряженного состояния вещества (напряжения I и II рода);

- исследование текстур;

- качественный и количественный фазовый анализ;

- изучение структурных изменений, происходящих в деформированных металлах при нагреве;

- определение аморфности вещества.

6. Основные технические характеристики оборудования
	Параметр
	Значение

	
	По ТУ
	Фактически

	Диапазон углов перемещения оси кронштейна блока детектирования
	от – 100 до +168(
	– 100 (
+168(

	Диапазон углов перемещения оси столика образца
	от 0 до 360(
	от 0 до 360(

	Минимальный шаг перемещения оси кронштейна блока детектирования
	0,002(
	0,002(

	Допускаемое отклонение оси кронштейна блока детектирования от заданного угла поворота, не более
	± 0,015(
	± 0,015(

	Основная аппаратурная погрешность измерения скорости счёта импульсов рентгеновского излучения, не более
	0,4%
	0,25%

	Задание исходных данных, автоматический сбор, автоматический вывод и обработка информации
	есть
	есть

	Время установления рабочего режима, не более
	1 час
	50 сек

	Мощность дозы рентгеновского излучения, измеренная в любом направлении на расстоянии 50 мм от поверхности рентгеновского излучателя при закрытой заслонке защитного кожуха, не более 
	1,0 мкГр/ч

(0,03мкР/с)
	0,02мкР/с

	Установочная скорость угловых перемещений оси кронштейна блока детектирования и оси столика образца, не мене
	500(/мин
	500(/мин

	Сопротивление заземления, не более
	0,1 Ом
	0,1 Ом

	Сопротивление изоляции первичных электрических цепей, не менее
	10 МОм
	10 Мом

	Электрическая прочность изоляции первичных электрических цепей в течение 1 минуты, не менее
	1500 В
	1500 В


7. Модификация (комплектация) Стандартная: дифрактометр, компьютер, принтер, ПО.
3. Микроскоп оптический NEOFOT 32

1. Фото
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2. Производитель  Германия
3. Год выпуска 1985
4. Заводской номер 856660
5. Назначение и область применения. Металлографическое исследование микрошлифов, увеличение до 1000 х

6. Основные технические характеристики. 
	Параметр
	Значение

	1. Габариты прибора, ш ( г( в , мм
	1400 ( 800 ( 1200

	2. Масса прибора, кг 
	225 

	3. Потребляемая мощность, Вт
	150

	4. Источник света
	галогеновая лампа HLW S 5A 12 V 100 W


7. Модификация (комплектация). Стандартная.
42. Микроскоп просвечивающий электронный ЭМ-125

1. Фото
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2. Производитель  г. Сумы, СССР
3. Год выпуска 1991
4. Заводской номер 14-91
5. Назначение и область применения. Микроскоп является стационарным лабораторным прибором многоцелевого назначения. Он предназначен для проведения исследований микроструктуры и фазового состава объектов. с помощью микроскопа можно проводить визуальное наблюдение и фотографирование изображений объектов в широком диапазоне увеличений, получать дифракционные картины от объектов, исследовать объекты при их наклоне гониометром.

Микроскоп может работать в следующих режимах:

светлопольном; тёмнопольном; в режиме «микродифракция»;в режиме «малоугловая дифракция»; в режиме работы с гониометром;в режиме дифракция высокого разрешения.

Микроскоп находит применение в кристаллографии, физике твёрдого тела, химии, биологии, медицине, металловедении и других областях.

Использование микроскопа позволяет проводить исследования микроструктуры и фазового состава, наблюдение и фотографирование изображений в диапазоне 100 – 800000х.

6. Основные технические характеристики оборудования.
	Параметр
	Значение

	1. Разрешающая способность микроскопа, не более, nm 

а) в режиме высокого разрешения

– по точкам 

– по кристаллической решётке

б)при работе с гониометром

– по точкам
	0,3

0,2

0,7

	2. Диапазон электроно-оптического увеличения,крат., не менее

– в режиме высокого разрешения

– при работе с гониометром
	100 – 850 000

100 – 350 000

	3. Ускоряющее напряжение, ступенчато, kV
	25, 50, 75, 100, 125

	4. Остаточное давление в колонне микроскопа, не более, (мм. рт. ст.)
	1( 10–6

	5. Расход воды для охлаждения микроскопа, не менее, м3/час
	0,2

	6. Потребляемая мощность, кВт
	4,5

	7. Масса, не более
	1700


7. Модификация (комплектация) Стандартная
53. Микроскоп растровый электронный РЭМ-100У

1.Фото
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2. Производитель  г. Сумы, СССР 

3. Год выпуска  1984
4. Заводской номер 36-84
5. Назначение и область применения. Микроскоп является стационарным лабораторным прибором. Он предназначен для исследования топографии (микрогеометрии) поверхности твёрдого тела методом атомной электронной эмиссии и элементного состава методом рентгено-спектрального анализа в микрообъёмах сплавов, руд и других объектов.

Изображение топографии поверхности объекта визуально наблюдается на экране ЭЛТ и регистрируется на роликовой широкоформатной плёнке зеркальной фотокамерой.

Диапазон анализируемых химических элементов от бора до урана. Система регистрации рентгеновского микроанализа позволяет: 

а) производить качественный анализ:

– в точке (с ручным перемещением зонда по объекту);

– по линии  с механическим перемещением объекта электроприводом);

б)визуально наблюдать и зарегистрировать на фотоплёнку распределение определённого химического элемента на поверхности шлифа.

Микроскоп находит широкое применение в металловедении, химии, биологии, медицине, физике, микроэлектронике, металлургии и других областях науки и техники.

6. Основные технические характеристики 
	Параметр
	Значение

	1. Разрешающая способность микроскопа во вторичных электронах, не более, nm 
	10

	2. Диапазон регулирования увеличений, ступенчато, крат
	20 – 200 000 

	3. Погрешность отсчёта увеличения, %
	± 15

	4. Длительность строки (изменяется ступенчато, mS
	0,625 – 200

	5. Число строк в кадре, шт.
	125, 250, 500, 1000

	6. Ускоряющее напряжение, ступенчато, kV
	5, 15, 30, 40

	7. Остаточное давление в колонне микроскопа, не более, Pa
	6,7( 10–3

	8. Расход воды для охлаждения микроскопа, не менее, л/мин
	2

	9. Диапазон анализируемых элементов по атомному номеру z
	5 – 92

	10. Габаритные размеры, д( ш ( в 
	930 ( 1000 ( 1700

	11. Потребляемая мощность, кВт
	4,5

	12. Масса, не более
	1140


7. Модификация (комплектация) стандартная
6. Микроскоп сканирующий зондовый SOLVER P47-PRO

1. Фото
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2. Производитель  ЗАО «НТ–МДТ»
3. Год изготовления. 2006
4. Заводской (инвентарный номер).  
5. Назначение и область применения 

Предназначен для измерений вплоть до атомного уровня приповерхностных характеристик: рельеф, силы трения, адгезии

6. Основные технические характеристики 
	Параметр
	Значение

	Размер образца
	40х40х10мм

	Сканеры
	3х3х1мкм (±10%); 10х10х2мкм (±10%);50х50х3мкм (±10%)

	Минимальный шаг сканирования
	0.0004 нм; 0.0011 нм; 0.006 нм

	Способ сканирования
	Образцом

	СЗМ головки
	АФМ; СТМ; 30пА-50нА, СКВ шум 4пА (стандартный предусилитель;10пА-5нА, СКВ шум 1,5пА (низкотоковый предусилитель); Shear Force

	Оптическая система
	Числовая апертура 0,1; Увеличение с 58х до 578х
Горизонтальное поле зрения от 5,1 до 0,51мм

	Система контроля и управления
	СЗМ контроллер

	Вибрационная изоляция
	Встроенная пассивная изоляция. Активая антивибрационная система доступна по требованию


7. Модификация (комплектация) стандартная: контроллер, микроскоп, PCI-карта
7. Спектрофотометр инфракрасный ИКС-29

1. Фото
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2. Производитель. «ЛОМО», г. Ленинград, Россия
3. Год изготовления. 1989
4. Заводской (инвентарный номер). Б/н
5. Назначение и область применения. Спектрофотометр инфракрасный ИКС-29 предназначается для регистрации спектров поглощения и отражения (при наличии приставки) различных веществ и измерения коэффициентов пропускания в спектральном диапазоне от 4200 до 400 см–1.

Регистрация спектра производится пером на бумажном бланке, калиброванном по коэффициентам пропускания в процентах и по волновым числам в обратных сантиметрах.

6. Основные технические характеристики оборудования, влияющие на качество планируемых к выполнению работ.
Рабочий спектральный диапазон, см–1 ....................................................от 4200 до 400

Монохроматор – одинарный, построен по автоколлимационной схеме.

Относительное отверстие монохроматора
 по высоте........................................................................................................ 1:5 

по ширине ...................................................................................................1 : 6,28

Коллиматорное зеркало – внеосевой параболоид:

фокусное расстояние, мм ...............................................................................278

размер зрачка, мм ...........................................................................................43х50

Диспергирующие элементы: в области спектра от 4200 до 1200 см–1 – дифракционная решётка 150 штрихов на милиметр, в области спектра от 1400 до 400 см–1 – решётка 50 штрихов на миллиметр. 

Размеры надрезанной части решёток, мм .........................................54х60

Фильтация высших порядков спектра в рабочем диапазоне осуществляется с помощью интерференционных фильтров.

Переключение решёток происходит при волновом числе 1200 см–1.

Рабочая высота щелей, мм.............................................................................. 15

Пределы измерения ширины щелей, мм ........................................от 0,01 до 4,00

Развёртка спектра осуществляется равномерно по волновым числам.

Цена деления шкалы волновых чисел, см–1
для диапазона от 4200 до 1200 см–1 ............................................................3

для диапазона от 1400 до 400 см–1 ...............................................................1

Относительная погрешность градуировки шкалы волновых чисел, % волнового числа, не более:

для диапазона от 4200 до 1000 см–1 ..........................................................(0,1

для диапазона от 1000 до 400 см–1 ........................................................... (0,15

Размах показаний по шкале волновых чисел, % волнового числа, не более:

 для диапазона от 4200 до 1000 см–1 ......................................................... 0,05

для диапазона от 1000 до 400 см–1 ............................................................0,075

Погрешность по шкале коэффициентов пропускания 

в диапазоне от 10 до 100 %, % ......................................................................(1

Размах показаний по шкале коэффициентов пропускания, % ......................1

Разрешающая способность спектрофотометра при ( = 1122 см–1, не менее.......850

Потребляемая мощность, В(А .......................................................................250

Габаритные размеры спектрофотометра, мм ...........................775х470х325

Масса спектрофотометра, кг, не более.................................................... 65 
7. Модификация, комплектация. Базовый вариант (без приставки).
8. Спектрофотометр СФ-26

1. Фото. 
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2. Производитель. Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО) 
г. Ленинград
3. Год изготовления. 1982 г.
4. Заводской (инвентарный номер).  № 820340.
5. Назначение и область применения. Спектрофотометр СФ-26 предназначается для измерения коэффициента пропускания жидких и твёрдых веществ в области спектра от 186 до 1100 нм.

6. Основные технические характеристики оборудования, влияющие на качество планируемых к выполнению работ.

Спектральный диапазон, нм .....................................................................от 186 до 1100

Относительное отверстие монохроматора............................................................ 1:11

Диапазон показаний шкалы коэффициентов пропускания, %.....................от 0 до 100

Растяжка участков шкалы коэффициентов пропускания на всю шкалу:

10 % – от любого целого числа десятков процентов;

1 % – в области от 0 до 10 %.

Диапазон измерений коэффициента пропускания, %.................................. от 3 до 100

Основная погрешность измерений коэффициента пропускания в области спектра от 190 до 1100 нм, % абс., не более:

по шкале стрелочного прибора 0 – 100 %................................................0,25

по шкалам-растяжкам на стрелочном приборе.......................................0,1

по табло цифрового вольтметра..............................................................0,1 

Основная погрешность градуировки шкалы длин волн, нм, не более:

в области 186-300 нм...................................................................................0,1

в области 300-350 нм....................................................................................0,2

в области 350-400 нм...................................................................................0,3

в области 400-550 нм....................................................................................0,5

в области 550-1000 нм.................................................................................1,0

в области 1000-1100 нм...............................................................................5,0

Величина рассеянного излучения при длине волны 200 нм, % абс., не более................1

Источник питания   сеть 220(22 В, 50 Гц

Потребляемая мощность, В·А..................................................................170

Габаритные размеры спектрофотометра, мм ...........................930×590×280

Масса спектрофотометра, кг.....................................................................75

7. Модификация, комплектация. Спектрофотометр СФ-2 поставлен в основном варианте комплектации. В комплект поставки входят: спектрофотометр СФ-26, четыре контрольных светофильтра, дейтеревая лампа ДДС-30, лампа накаливания ОП-33-0,3, комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей.

9. Установка вакуумная напылительная ВУП-5

1. Фото
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2. Производитель  СССР 
3. Год выпуска  1989
4. Заводской номер  95
5. Назначение и область применения. Вакуумный универсальный пост предназначен для подготовки объектов, исследуемых с помощью электронного микроскопа и других исследовательских приборов.

Прибор может быть применён для исследований в области физики, химии, биологии, медицины и других областях науки и техники.
6. Основные технические характеристики. 

Остаточное давление в высоковакуумном объёме при охлаждёнии ловушки жидким азотом 1,3(10–4Па

Ток накала испарителей 200 А

Температура столика для нагрева объектов 1100(С.

Температура столика для охлаждения объектов минус 160(С.

Напряжение на выходе высоковольтного выпрямителя 7(0,3 кВ

Максимальный ток тлеющего разряда 47(3 мА

Потребляемая мощность, не более 1,9 кВт

Габаритные размеры, не более, мм  540 ( 910 (1450

Масса прибора, не более 300 кг
7. Модификация (комплектация) Стандартная
10. Эллипсометр лазерный ЛЭФ-3М-1

1. Фото
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2. Производитель  СНТБ СЭ и АП СО АН СССР 
3. Год выпуска 1988
4. Заводской (инвентарный номер). Б/н
5. Назначение и область применения 

Измерение эллипса поляризации света при отражении от объекта исследования. На основе измерения определяются оптические постоянные чистых и покрытых пленками поверхностей твердых тел, слоистых структур, биологических и химических процессов и др.

6. Основные технические характеристики 
	Параметр
	Значение

	1.Допускаемая основная абсолютная погрешность отсчёта угломерной головки угла падения пучка света на образец
	± 0,02(

	2. Допускаемая основная абсолютная погрешность измерения поляризационных углов
	((  ±0,08

((   ±0,1 

	3. Чувствительность измерительного тракта при минимальной интенсивности пучка света должна быть, не менее
	10 дел. на 1(

	4. Диапазон измерения угла падения пучка света на образец
	от 45( до 90(  

	5. Напряжение питающей сети
	220В±22В 

	6. Время непрерывной работы, в течение которого эллипсометр сохраняет свои технические характеристики, с последующим перерывом на 2 часа
	16 ч

	7. Средняя наработка на отказ, не менее
	500 ч

	8. Средний срок службы, не менее
	8 лет

	9. Средний ресурс до капитального ремонта, не менее
	2000 ч

	10. Среднее время восстановления, не более
	8 ч

	11. Потребляемая мощность, не более
	45 Вт

	12. Масса, не более
	75 кг

	13. Габаритные размеры, не более
	650(760(610


7. Модификация (комплектация) стандартная, компьютер – для обработки результатов измерений, принтер, ПО.

11. Установка магнетронного распыления «Катод-1М»
1. Фото
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2. Производитель СССР 
3. Год выпуска 1989
4. Назначение и область применения 

5.Назначение и область применения. Установка магнетронного распыления «Катод-1М» предназначен для напыления объектов с помощьюВЧ магнетронного распыления..

Прибор может быть применён для исследований в области физики, химии, биологии, медицины и других областях науки и техники.
6. Основные технические характеристики. 

Остаточное давление в высоковакуумном объёме при охлаждёнии ловушки жидким азотом 1,3(10–3Па

Температура нагрева подложкодержателей 250 0С
Напряжение на выходе высоковольтного выпрямителя 1(0,3 кВ

Максимальный ток тлеющего разряда 3( 0,3 А

Потребляемая мощность, не более 10 кВт

Габаритные размеры, не более, мм  70 ( 170 (200

Масса прибора, не более 500 кг
7. Модификация (комплектация) оригинальная.

12. Установка ионно-плазменного травления микроструктур со сканируемым ВЧ – магнетроном на базе УРМ-3.279.02
[image: image12.jpg]


1. фото
2. Производитель  
3. Год выпуска 1978
4. Назначение и область применения 

Установка ионно-плазменного травления микроструктур со сканируемым ВЧ – магнетроном на базе УРМ-3.279.02  предназначен для напыления объектов с помощью ВЧ магнетронного  распыления..

Прибор может быть применён для исследований в области физики, химии, биологии, медицины и других областях науки и техники.
5. Основные технические характеристики. 

Остаточное давление в высоковакуумном объёме при охлаждёнии ловушки жидким азотом 1,3(10–3Па

Температура нагрева подложкодержателей 200(С.
Напряжение на выходе высоковольтного выпрямителя 3 кВ

Максимальный ток тлеющего разряда 300 мА

Потребляемая мощность, не более 7 кВт

Габаритные размеры, не более, мм  130 ( 85 (200

Масса прибора, не более 800 кг
7. Модификация (комплектация) оригинальная.

13. Измеритель иммитанса RLC (E7-20)
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Измеряемые параметры:
Индуктивность (Ls, Lp), емкость (Сs, Сp), сопротивление (Rs, Rp), проводимость (Gp), фактор потерь (D), добротность (Q), модуль комплексного сопротивления Z , реактивное сопротивление (Xs), угол фазового сдвига; ток утечки (I). 

Объекты измерения:
Изолированные и заземленные конденсаторы, катушки индуктивности, трансформаторы, резисторы, реле, переключатели, диоды, кабели, входные сопротивления и емкости осциллографов, вольтметров и других приборов. При наличии соответствующих датчиков прибор может измерять различные физические величины. 

Использование:
контроль качества ЭРЭ на входном и выходном контроле и при ремонте, метрологическая аттестация средств измерений и различных функциональных устройств (реле, коммутаторы и т.п.), нормирование параметров изделий микроэлектроники, полупроводниковых изделий (диодов, варикапов, транзисторов) и различных материалов (ферритов, диэлектриков и др.), научные исследования, контроль и управление технологическими процессами. 

	Технические характеристики:

	Вид измерений:
Емкость, индуктивность, сопротивление, проводимость,
комплексное сопротивление, реактивное сопротивление,
угол фазового сдвига, добротность

Диапазоны измеряемых величин:
Емкость, Ф

10-16 - 1

Индуктивность, Гн

10-12 - 104
Активное сопротивление, Ом

10-5 - 109
Проводимость, См

10-11 - 10

Модуль комплексного сопротивления, Ом

10-11 - 10

Реактивное сопротивление, Ом

10-5 - 109
Угол фазового сдвига

-180,0° - +179,9° 

Добротность, фактор потерь

10-4 - 104
Ток утечки, мА

10-6 - 10

Базовая погрешность:
L, C, R

±0,1%

D, Q

±0,001%

Рабочие частоты

25 Гц - 1 МГц (Свыше 1975 фиксированных частот)

Время одного измерения

Быстро - 40 мс
Норма - 400 мс

Период повторения измерений, с

0,04 - 0,4

Выбор поддиапазона

Автоматический и ручной

Уровни измерительного сигнала

0,04 - 1 В

Напряжение смещения

внутреннее (0 - 40)В, внешнее (0 - 120)В

Усреднение

За 10 и за 100 единичных измерений

Общие требования:
Индикатор

Многофункциональный, 5-разрядный

Математическая обработка результатов измерений

есть

Интерфейс, интерфейсные функции

RS-232C, полнофункциональный

Питание

Сеть 220 В ± 10%, 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА

10

Габаритные размеры, (H×W×D)

130×265×300 мм

Масса прибора

3,5 кг

Условия эксплуатации:
Рабочая температура, группа по условиям применения

(5 - 40) °С, 3 ГОСТ 22261-94




